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 Evolution des moyens de la plateforme
• Thermographie Infrarouge
• Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS)
• Effet Hall
• Very Fast Transmission Line Pulse (VF-TLP)

 Nouveau banc optique
• Spectroscopie de photoluminescence/Raman
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** Continue
 Suivre l’évolution de la température dans le temps
 Déduire la température maximale de la zone active
 Diagnostiquer les défaillances
 Quantifier les pertes thermiques

Thermographie InfraRouge : FLIR x6580sc

Quelques spécifications :
Détecteur InSb

Gamme spectrale de 1,5 à 5 µm
Temps d’intégration de 500 ns à 20 ms

Résolution de 5 µm
Distance de travail de 22 mm
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** Lock-in

Améliore le rapport signal/bruit
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Effet Hall : Accent HL5500

Développement d’un cryostat Helium 15 K
 Continuité des mesures du cryo N2 pour    
faciliter l’extrapolation des mécanismes de 
diffusion.

 Extraction de la mobilité, du dopage actif
 Identification des mécanismes de diffusion

Quelques spécifications :
Aimant permanent de 0,3 Tesla

Source de courant de 10 nA à 20 mA
Tension d’entrée maximum de 6 V

Mesures à température ambiante sous pointes
Mesures dans un cryostat azote (N2) de 90 à 550 K
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DLTS : Phystech FT1230

 Identification des pièges
Energie d’activation

Concentration

Jouvence de l’électronique

 L’ancien système (1998) était en panne et peu pratique 
(licence XP, changement de config manuel, …)
 Garder le châssis et le cryostat N2 et négocier un nouveau 
système FT1230
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(1) M. Ruggeri, et al., ISPSD conference, Hong Kong, 2023 

Quelques spécifications :
Mode C-, I-, Q-, U-DLTS

Fréquence capacimètre 1 MHz
Gamme capacimètre 4 – 4000 pF

Tension maximum de 100 V
Mesures dans un cryostat azote (N2) de 90 à 550 K
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Very Fast TLP

Nouveau Very Fast TLP : HPPI TLP-8010C

Prestations extérieures : Murata

Responsable : Lucas Moreau

Horix Celestron TLP 
Equipement vieillissant, peu pratique.. 

Quelques spécifications :
Simulation d’ESD

Courant max : 80 A (sur court circuit) ; 40 A (50Ω)
Largeurs de pulse : 1 ns à 500 ns
Temps de montée : 0,1 ns à 10 ns
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Objectif

- Cristallinité du matériau
- Etat de contrainte
- Identification des espèces chimiques
- Extraction du dopage, de la mobilité
- Extraction de la température

Elaboration d’un banc de Raman/Photoluminescence sur-mesure 

Détecteur

Miroir 
dichroïque

Echantillon

Excitation

Emission

Monochromateur

- Identification des défauts optiquement actif
- Connaitre leurs emplacements dans le gap du matériau Photoluminescence (PL)

Raman

+ Localiser en profondeur  Plusieurs excitations
+ Localiser en surface  Cartographie

Energy (eV)
PL

 In
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Schéma banc PROOF : excitation

Echantillon sur platine XYZ ou Linkam

Asservissement en puissance

Cryostat 4 K
Echantillon
Platine XY

Ti:Saphire
HeCd
325 nm
(3,8 eV)

Ti:Saphire
210 à 1040 nm
(5,9 à 1,19 eV)

Nd:YaG
532 nm

HeCd
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Schéma banc PROOF : émission

Roue de miroirs 
dichroïques

Echantillon sur platine XYZ

Emission

Cryostat 4 K
Echantillon
Platine XY

Détecteur 
Vis-NIR

Triple 
monochromateurs

Filtre accordable

Asservissement en puissance

Détecteur UV-Vis

HeCd
325 nm
(3,8 eV)

Nd:YaG
532 nm

Ti:Saphire
210 à 1040 nm
(5,9 à 1,19 eV)
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Le banc de PL PROOF

Plusieurs études :
• PL sur diamant implanté 
• PL sur GaN (STMicroelectonics)
• Cartographie de PL sur des HEMTs GaN avant et après stress (présentation J-G. Tartarin)
• Cartographie Raman sur composant GaN de puissance (présentation D. Tremouilles)

** Polyvalent 
** Entièrement automatisé 

Quelques spécifications :
Excitation de 210 à 1040 nm
Détection de 200 à 900 nm

Mesures en température de 4 à 873 K
Résolution spectrale ~ 1 cm-1

Résolution spatiale de 50 nm
Autofocus
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Conclusion

> Equipements complémentaires pour l’analyse des défauts dans les 
matériaux grand-gap

> Evolution de plusieurs banc

> Banc de spectroscopie de photoluminescence/Raman unique
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> Back-end
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Thermographie IR
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DLTS
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Effet Hall
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